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Introduction

Le développement de techniques qui combinent des étapes d'imagerie et d’étude en

champ proche de nano-objets, avec les étapes de nanostructuration, d’'adressage et de

caractérisation des propriétés électroniques constitue aujourd’hui une voie de recherche a g

haut potentiel fondamental et technologique. De telles techniques répondent

particulierement bien a des problématiques de I'électronique organique et moléculaire, ou il Suspended membrane with
faudrait pouvoir connecter in situ des nano-objets sous ultravide pour caractériser leurs /nam'hmesmmem" depostton
propriétés électroniques intrinséques. Le but de ce projet est d'associer les compétences A

de trois laboratoires afin de maitriser la combinaison de masques d'évaporation

comprenant des ouvertures mésoscopiques et/ou nanométriques (nanostencils), avec des

techniques de microscopie a force atomique (AFM) dynamique sous ultravide basées sur
I'utilisation de diapasons piézoélectriques (tuning forks). Un des objectifs visés consiste a
pouvoir évaporer des nanostructures et réaliser des images AFM avec un seul et méme Principe du nanostencil dynamique couplé au TF-AFM
dispositif, le «nanostencil couplé AFM». Cette technique de masques dynamiques couplés

AFM pourra a terme étre utilisée pour étudier les propriétés électroniques de matériaux

organiques et moléculaires..
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Nanostencils
Procédés de réalisation et travaux au FIB Evaporations en mode statique
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